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製造現場において用いる材料、液体、気体の組成を把握しておくことは製品管理の
基本である。今回、様々な分野で用いられているシロキサンに関する調査を行うに
あたり、必要な分析手法に関する技術相談をした。
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低分子シロキサンは分子量が160～800程度まで広く分布し、鎖状および環状の２
種類がある。基本的な構成単位としてシリコンとメチル基があげられ、シリコンの
分布を調べることにより、ある程度の判断が可能となる。
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最表層に付着したシリコンを分析するには特性エックス線、質量分析などいくつか
の方法があり、今回、技術相談の結果、飛行時間測定を基礎とする質量分析が適し
ていることがわかった。
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